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サブミクロン～ナノの可視化と定量的識別機能の検証には、このサイズ領域の標準試

料が必要である。定性的画像の場合は標準パターンも有効ではあるが、実試料を想定

した定量的な標準としては、再現性の良いサイズ可変が望ましい。さらにまた、その

材質に置いて、Ｘ線を完全に遮断できることが望ましい。このような目的に用いるこ

とができる、ナノ可変スリットを開発した。ゲージブロックを巧妙に用いたものであ

る。面と面、球面と平面など、様々な形状のスリットが可能で、2ｎｍ精度、５ｎｍス

テップで、0～10μｍ領域の可変である。このスリットを用いて、ミクロン～ナノ領域

のスリットサイズで検証を行った。

          

     

１）H.Soejima : ISSS-7, 6PN90, 2014
２）副島啓義：第 34 回表面科学学術講演会、8Da09、2014
３）副島啓義、柿原利之：特開 JP 2012‐118018 A

４）森 邦芳、稲鶴 務、鈴木 誠：P 3007535

５）副島啓義：特開 2012-117990

６）副島啓義、斉藤浩二、海道昌孝：トライボロジー2013 秋、A1

平滑面

9mm

35mm

20mm

ブロックゲージ

支持剛体

上部固定スリット

下部可動スリット

Ｘ線

ナノ可動機構

平面－線

平面－点

線－線

線－点

点－点

平面－平面 平面－球

(a) (b) (c) (d)

0      0.1      0.2      0.3      0.4      0.5 0.6  μm

Ｘ
線

強
度

900

800

700

600

500

400

間隙

0.1 μm

0.5 μm

0.03 μm

0.05 μm

第76回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2015 名古屋国際会議場)15a-4E-5 

© 2015年 応用物理学会 06-052


